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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO11938:2012《微束分析 电子探针显微分析 波谱法元素面分

析》(英文版)。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T6379.6—2009 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第6部分:准确度值的

实际应用(ISO5725-6:1994,IDT)
———GB/T20725—2006 波谱法定性点分析电子探针显微分析导则(ISO17470:2004,IDT)
———GB/T21636—2008 微束分析 电子探针显微分析(EPMA) 术语(ISO23833:2006,IDT)
———GB/T28634—2012 微 束 分 析 电 子 探 针 显 微 分 析  块 状 试 样 波 谱 法 定 量 点 分 析

(ISO22489:2006,IDT)
———GB/T30705—2014 微束分析 电子探针显微分析 波谱法实验参数测定导则(ISO14594:

2003,IDT)
本标准由全国微束分析标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本标准主要起草单位:中国地质科学院矿产资源研究所、中国科学院上海硅酸盐研究所。
本标准主要起草人:陈振宇、李香庭、曾毅、周剑雄。
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引  言

  电子探针显微分析在过去50多年中得到了快速发展,并且已应用在科学和工业的很多领域。例

如,定性分析和精确的定量分析都广泛应用于矿物学和冶金学研究中。近年来,随着计算机技术的发

展,数字处理技术得到利用,彩色面分析技术取代X射线点分布像,用来定性观察元素分布。这些技术

使我们可以对产品进行比较和评价以进行质量控制。使用面分析技术进行颗粒分析和/或相分析需要

仔细选择实验参数,相应的标准对获得一致的、可靠的结果至关重要。
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微束分析 电子探针显微分析
波谱法元素面分析

1 范围

本标准规定了使用电子探针波谱法进行元素面分析的方法。本标准规范了移动电子束对试样扫描

的面分析(电子束面分析)和移动试样台的面分析(大面积面分析)两种模式的选择,给出了五种数据处

理的方式:原始X射线强度法、K值法、校正曲线法、对比法和基体校正法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15247—2008 微束分析 电子探针显微分析 测定钢中碳含量的校正曲线法(ISO16592:

2006,IDT)

GB/T27025—2008 检测和校准实验室能力的通用要求(ISO/IEC17025:2005,IDT)

ISO5725-6 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第6部分:准确度值的实际应用

[Accuracy(truenessandprecision)ofmeasurementmethodsandresults—Part6:Useinpracticeof
accuracyvalues]

ISO14594 微束分析 电子探针显微分析 波谱法实验参数测定导则(Microbeamanalysis—

Electronprobemicroanalysis—Guidelinesforthedeterminationofexperimentalparametersforwave-
lengthdispersivespectroscopy)

ISO17470 波谱法定性点分析电子探针显微分析导则(Microbeamanalysis—Electronprobemi-
croanalysis—GuidelinesforqualitativepointanalysisbywavelengthdispersiveX-rayspectrometry)

ISO22489 微束分析 电子探针显微分析 块状试样波谱法定量点分析(Microbeamanalysis—

Electronprobemicroanalysis—Quantitativepointanalysisforbulkspecimensusingwavelengthdis-
persiveX-rayspectroscopy)

ISO23833 微束分析 电子探针显微分析(EPMA) 术语[Microbeamanalysis—Electronprobe
microanalysis(EPMA)—Vocabulary]

3 术语和定义

ISO23833界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
面分析区域 mappingarea
试样上由X 方向和Y 方向上等距像素点的正交阵列确定的面分析范围。
注:每个像素点的分析时间相同,将所有像素点采集到的数据以图像方式显示,即可展示每个所分析元素的分布。

3.2
电子束扫描 beamscanning
电子束按设定时间在试样表面和显示屏同步移动。
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